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Esta disciplina visa oferecer a formacédo teérica necesséria para os alunos de poés-
graduacdo utilizarem técnicas de espalhamento, realizarem ajustes e fazerem andlise e
interpretacdo dos dados adequadamente. Estas técnicas sdo importantes para caracteriza-
¢do de tamanho, forma, estrutura, estabilidade e carga superficial de sistemas coloidais e
nanomateriais (como micelas, emulsdes, polimeros, nanoparticulas, materiais mesoporosos
e cristais-liquidos). O contetdo tem uma abordagem interdisciplinar, sendo de interesse
para pesquisas de diferentes areas da quimica, fisica e engenharia de materiais, como
também para aplica¢Bes industriais. O curso proporcionard aos alunos: a) aulas teéricas
dos fundamentos dos fendmenos envolvidos com demonstracdes praticas no laboratério de
fisico-quimica; b) contato com os equipamentos a disposi¢éo na universidade.

Fenémenos de espalhamento. Espalhamento de Luz Dindmico (DLS) e Estatico (SLS).
Espalhamento de raios-X a baixos e altos angulos (SAXS, WAXS e raios-X). Espalhamento
de Néutrons (SANS). Aplicacdo e combinacéo de todas as técnicas para areas de Nanoci-
éncias, Coloides e Materiais. Caracterizacdo de tamanho, forma, estrutura e carga superfi-
cial.

Teoria basica de espalhamento (interferéncia).

Fendémeno de espalhamento de luz, espalhamento Rayleigh e Mie.

Espalhamento de Luz Dinamico (DLS) — Coeficiente de difusédo e Raio hidrodinamico. Eq.
de Stokes-Einstein. Funcao de correlacdo. Tempo de decaimento. Regime difusivo. Méto-
dos de ajustes (cumulante, CONTIN, Laplace). Instrumentacéo. Estudo de casos académi-
cos e industriais.

Potencial Zeta — principios basicos, aplicacdes e medidas.

Espalhamento de Luz Estatico (SLS) — Vetor de espalhamento. Intensidade em funcéo do
angulo e/ou concentracdo. Raio de giro. Polidispersdo. Zimm-plot.

Espalhamento de Raios-X — Fator de forma. Fator estrutura (interferéncia). Difracdo. Espa-
Ihamento de Raios X a baixos &ngulos (SAXS). Espalhamento de Raios X a altos &ngulos

(WAXS).

Espalhamento de Néutrons — Principios de SANS. Uso de is6topos para controle de con-
traste. Aplicagtes. Ajustes.

Nocdes de outras técnicas complementares — ex.: Ressonancia de Plasmon de Superficie
(SPR) e Espalhamento Raman amplificado por Superficie (SERS).

Combinacdo das diferentes técnicas e estudos de casos.

Provas escritas
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